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Przedmiotem wynalazku jest spos6éb sprawdza-
nia uchybé6w miernikéw wskazéwkowych zwlasz-
cza uchybu systematycznego i uklad elektryczny
do stosowania tego sposobu. Spos6b ten ma szcze-
gblne zastosowanie w urzadzeniach produkcyjnych,
gdzie sprawdzeniu podlega duza iloéé'miernikéw.

Obecnie do sprawdzania uchybéw miernikéw
wskazéwkowych stosuje sie sposéb polegajacy na
por6éwnaniu wskazan miernika badanego i wzor-
cowego. Okre§lenie uchybu wymaga kazdorazo-
wego obliczania réznicy wskazan obu miernikéw
z uwzglednieniem réznych zakres6w miernikéw
wzorcowych i odniesienia do warto§ci gbérnej gra-
nicy zakresu pomiarowego miernika badanego.
Dodatkowo ze wzgledu na wystepujacy blad tarcia
wymagane jest sprawdzeriie uchybu raz przy ro-
snacej, a drugi raz przy malejacej wartoSci wiel-
ko§ci mierzonej. Sposéb ten wymaga wysokleJ
kwalifikacji ,pracownika prowadzgcego badanla
a ze wzgledu na konieczno§é czestego i do&lad-
nego odczytywania wskazan powoduje szybkle
zmeczenie i w konsekwencji obniza jako§é ‘pracy
i zmniejsza wydajno§é. Ponadto odczyj; wartosci
wskazan zawiera wiele elementéw natury subiek-
tywnej zmniejszajgcych rzetelno§¢é pomiaréw.

Celem wynalazku jest usunigcie niedogodnoS$ci
wynikajacych ze stosowania sposobu Klagycznego
i w zwigzku z tym wytyczono sobie zadanie tech-
niczne, polegajace na opracowaniu takiego spo-
sobu, w ktérym przekroczenie granicy dopuszczal-
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" tej samej wielkoSci powodujgca powolne,
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nego uchybu wigzalo sie nie z iloSciows, lecz
jakoSciowsg zmiang stanu, to jest zamiast subiek-
.tywnego odczytu warto$ci odchylenia wskazéwki
*od kreski podzialki odpowiadajacej warto§ci zna-

" mionowej, obserwuje sie jedynie fakt czy wska-

z6wka przechodzi nad tg kresksg, czy nie.

Zadanie wyty;czone w celu usuniecia podanych
niedogodno$ci zostalo rozwigzane zgodnie z wy-
nalazkiem w ten spos6b, ze do badanego miernika
doprowadza sie oprécz wzorcowej wartoSci wiel-
koSci mierzonej, dodatkowg warto§é przemienngs,
okre-
sowe odchylenia wskazéwki od polozenia usta-
lonego i . o amplitudzie odpowiadajgcej warto§ci
uchybu dopuszczalnego. Jezeli uchyb systematy-
czny w danym punkcie podziatki nie przekracza
wartoSci dopuszczalnej, wéwczas wskazéwka be-
dzie przechodzi¢ nad kreskg sprawdzanego punktu,
czyli bedzie leze¢ wewnatrz sektora zakreS§lanego
przez wahajach sie wskazéwke. W przypadku
przeciwnym kreska podzialki znajdzie sie poza
tym sektorem. .

Wynalazgk zostanie blizej objasniony na przy-
kladzie w¥konania przedstawionym na rysunku,
na ktérym Tig. 1 oznacza schemat blokowy ukla-
du pozwalajacego na zastosowanie sposobu we-
dhug wynalazku fig. 2 przyklad, kiedy blad mier-
nika jest mme]szy od wartoSci dopuszczalnej,
a fig. 3 przyklad kiedy blgd miernika jest wiek-
szy od wartoS§ci dopuszczalnej.
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Uklad elektryczny p({"zwalajacy na stosowanie
Powyzszego sposobu sklgda sie ze #zr6édla wzorco-
wej warto§ci wielko§ci .mierzonej 1 umozliwiajg-
cego uzyskanie wartoéci znamionowych odpowiada-
jacych sprawdzanym puhktom podzialtki z doktad-
nofcig- przewyzszajacg kilkakrotnie uchyb dopu-
szczalny miernika badanego i Zr6dila 2 wytwarza-
jacego t¢ sama wielko§€ ale o wartoSci przemien-
nej i amplitudzie dobranej odpowiednio do war-
toSci dopuszczalnego u(qubu sprawdzanego mier-
nika. Zrédto wartosci pzizem.iennej 2 wlaczone jest
w szereg - pomiedzy irééllo wzorcowej wartoSci 1,
a badany miernik 3.

Pod wplywem wzorcowej wartoSci wielkoSci
mierzonej przylozonej do miernika, wskazéwka
zajmuje poloZenie rdéznigce sie od polozenia kreski
danego punktu podzialki o warto§é uchybu syste-
matycznego §,. Warto§¢ wzorcowa modulowana
jest wolnozmienng wartoScig tej samej wielkoSci

wytwarzang -przez Zrédlo warto§ci przemiennej 2. -

W wyniku sumowania tych dwu wartoSci wska-
z6wka bedzie wahaé sie¢ z amplituda odpowiada-
jacg wartoSci dopuszczolnego uchybu 6d. Jezeli
uchyb systematyczny jest mniejszy od dopuszczal-
nego czyli 9, <9y woéwcezas kreska podziatki
znajdzie sie wewnatrz sektora zakre§lanego przez
wahajgcg sie wskazéwke. W przypadku przeciw-
nym wskazéwka nigdy nie znajdzie si¢ nad ta
kreska. -

Wobec tego sprawdzenie uchybéw systematycz-
nych miernika przy zastosowaniu opisanego ukla-
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du sprowadza si¢ do obserwacji polozenia .sektora
zakre§lanego przez wskazéwke w stosunku do
kreski podzialki. Jezeli kreska znajdzie sie we-
wnatrz tego sektora, wynik préby jest pozytywny.
Dodatkowg zaletg tej metody jest samoczynne
uwzglednienie bledu tarcia, gdyz amplituda wa-
han wskazéwki w przypadku wystepujgcego tarcia
bedzie odpowiednio mniejsza, co powoduje za-
ostrzenie kryterium préby.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6éb sprawdzania uchybéw miernikéw wska-
z6wkowych zwlaszcza uchybu systematycznego
znamienny tym, ze do miernika badanego do-
prowadza sie mierzong wielko§é, ktbrej war-
to§é jest suma wartoéci dokladnie odpowiada-
jace&j sprawdzanemu punktowi podziatki oraz
wartoSci wolnozmieniajgcej sie okresowo, od-
powiadajacej uchybowi dopuszczalnemu, przy
czym ocene warto§ci uchybu systematycznego
dokonuje ' sie na podstawie obserwacji- wza-
jemnego polozenia sektora zakreS§lonego przez
wahajgcg sie wskazéwke w stosunku do kreski
podzialki.

2. Uklad do stosowania sposobu wedlug zastrz. 1
znamienny tym, Zze zawiera zr6dlo wartoS§ci
przemiennej wielko§ci mierzonej (2) wigczone
w szereg pomiedzy Zr6dio wzorcowej warto$ci
wielkoSci mierzonej (1) i badany miernik (3).

Fig. 1

Fig2

Flg. 3
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